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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
Requisito b) de la Base segunda: 
 

  

  

 

 

RAMAN 

 

1) 1. PRINCIPIOS DE ESPECTROSCOPIA. Naturaleza de la radiación 

electromagnética (ondas y fotones). Parámetros y propiedades de la radiación 

electromagnética. Ecuación de Planck. Espectro electromagnético y regiones 

espectrales. Interacción radiación-materia. Métodos ópticos y métodos 

espectroscópicos. Absorción. Transmisión. Emisión. Difracción. Refracción. 

Reflexión. Dispersión. Polarización. Diagrama de niveles energéticos 

moleculares. Ley de distribución de Boltzman. Transiciones energéticas. 

Principales técnicas espectroscópicas.  

2) 2. FUNDAMENTOS DE MICROSCOPÍA ÓPTICA. Principios básicos de 

óptica geométrica aplicados a la microscopía. Componentes básicos de un 



microscopio óptico. El microscopio compuesto y la formación de imágenes. 

Aumento. Apertura numérica. Profundidad de foco. Iluminación. Contraste. 

Límite de resolución y poder resolutivo de los instrumentos ópticos. 

Aberraciones de los sistemas ópticos y su corrección. Concepto de confocalidad. 

3) 3. ESPECTROSCOPIA ROTO-VIBRACIONAL.  Vibracionales moleculares. 

Oscilador armónico y no armónico. Modos de vibración. Acoplamientos 

vibracionales. Fonones. Reglas de selección en espectroscopia vibracional. 

Momento dipolar. Polarizabilidad. Modelo clásico y modelo cuántico de 

vibración. Teoría de grupos y tablas de caracteres. Principio de exclusión 

mutua y generalizaciones. Rotaciones moleculares. Bandas de rotación pura y 

bandas rotovibracionales.   Rotor rígido.  Reglas de selección en espectroscopia 

rotacional.  

4) 4. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA. Proceso de absorción de radiación 

infrarroja. Regiones espectrales (NIR, MIR y FIR). Intensidad de las bandas de 

absorción. Sobretonos y bandas de combinación. Forma y ancho de las bandas.  

Ley de Beer-Lambert.  

5) 5. INSTRUMENTACIÓN/MEDIDA EN ESPECTROSCOPIA INFRARROJA. 

Componentes básicos de un espectrómetro IR. Fuentes. Selectores de longitud 

de onda. Detectores. Configuraciones instrumentales. Interferómetro. 

Transformada de Fourier. Medidas en transmisión. Medidas en reflexión. 

Reflectancia total atenuada. Reflectancia difusa. Microscopia IR. Métodos de 

preparación de muestras sólidas y líquidas.  

6)  6. ESPECTROSCOPIA RAMAN. Dispersión Rayleigh. Efecto Raman. Raman 

Stokes y Anti-Stokes. Espectro Raman.  Desplazamiento Raman. Modelo 

ondulatorio y modelo cuántico de la dispersión Raman y Rayleigh. Intensidad 

de una banda Raman. Sección eficaz (absoluta, diferencial y relativa). Relación 

de despolarización Raman.  

7) 7. INSTRUMENTACIÓN/MEDIDA EN ESPECTROSCOPIA RAMAN. 

Componentes básicos de un espectrómetro Raman. Láseres. Excitación UV, 

visible y NIR. Reacciones de fotodescomposición. Espectrómetros dispersivos. 

Espectrómetros FT-Raman. Geometría convencional. Sondas de fibra óptica. 

Microscopia Raman. Filtros. Excitación cercana. Dispositivos de colocación de 

muestras. Ensayos automatizados. Señal-ruido. Fondo de fluorescencia.  



8) 8. TÉCNICAS AVANZADAS DE ESPECTROSCOPIA RAMAN. Óptica 

flexible. Láseres sintonizables, pulsados y de doble frecuencia.  Resonancia 

Raman. Espectroscopia Raman de superficie mejorada (SERS). Microscopia de 

fuerza atómica. Espectroscopia Raman de punta mejorada (TERS). 

Espectroscopia Raman no lineal (NLRS). Espectroscopia Raman de pinzas 

ópticas (OTRS). Espectroscopia Raman compensada espacialmente (SORS). 

Transmisión Raman. Análisis Raman polarizado. Actividad óptica Raman 

(ROA). Técnicas acopladas. Técnicas resueltas espacialmente. Medidas a altas 

temperaturas y altas presiones.  

9) 9. EXTRACCION DE INFORMACION ANÁLITICA DE UN ESPECTRO IR 

Y RAMAN. Técnicas habituales de procesado espectral. Ajuste de curvas. 

Análisis cualitativo de espectros. Elucidación estructural. Empleo de bases de 

datos. Quimiometría básica. Análisis de componentes principales. Técnicas de 

clasificación. Análisis cuantitativo univariante. Análisis cuantitativo 

multivariante. 

10) 10. IMAGEN IR Y RAMAN. Mapeo punto a punto. Técnicas de imagen. 

Perfiles de profundidad. Imágenes hiperespectrales. Análisis univariante y 

multivariante. Preprocesado del hipercubo. Procesado del hipercubo. 

Procesado de imagen.  

11) 11. APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL.  

Geología/Mineralogía/Gemología. Polímeros. Semiconductores. 

Nanotecnología. Bioanálisis. Aplicaciones industriales. Catálisis. Productos 

farmacéuticos. Electroquímica.Análisis forense. Patrimonio cultural. 

Medioambiente y contaminación.  Investigación espacial. 

12) 12. FUNDAMENTOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA.  Principios 

generales de óptica física aplicados a la microscopía electrónica. Estructura 

general y componentes de los microscopios electrónicos. Tipos de cañones de 

electrones. Sistemas generadores de vacío. Mantenimiento básico de un 

microscopio electrónico. Interacciones de los electrones acelerados con las 

muestras. Estructura interna y aplicaciones de los microscopios electrónicos de 

barrido (SEM). Microscopía electrónica de barrido de presión variable. 

Procesado y preparación de muestras para microscopia electrónica. 

13) 13. MICROANÁLISIS POR DISPERSIÓN DE ENERGÍAS DE RAYOS-X 

(EDS). Rayos X característicos. Absorción. Probabilidad y volumen de 



interacción. Rendimiento de fluorescencia. Análisis cualitativo y cuantitativo. 

Efecto matriz y corrección. Características analíticas y aplicaciones. 

14) 14. CALIDAD.  Concepto de calidad. Sistemas de gestión de la calidad: ISO 

9001 e ISO 17025. Buenas prácticas de laboratorio. Cartas de Servicio. 

Auditorias. 

15) 15. CONCEPTOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. Diseño de un método 

analítico. Métodos de calibración. Estadística básica. Regresión y correlación. 

Validación de un método espectroscópico. Parámetros analíticos: Sensibilidad, 

límite de detección, limite de cuantificación, linealidad e intervalo dinámico, 

precisión, exactitud, repetitividad, reproducibilidad, robustez, recuperación, 

selectividad, especificidad. Tipos de error. Incertidumbre de medidas analíticas 

Criterios de rechazo.  

16) 16. TRABAJO Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO. Preparación de 

disoluciones. Muestreo y pretratamiento de muestra. Reacciones químicas. 

Métodos de limpieza y eliminación de residuos. Orden, limpieza, color y 

señalización. Factores de riesgo. Medidas de prevención y protección. Trabajo 

con láseres. Protección de máquinas. Protección personal. Actuaciones en casos 

de  accidente. Primeros auxilios.  

17) Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: objeto y fin de la 

norma. Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la normativa y 

actividad administrativa 
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